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Реферат:
1. Робота присвячена удосконаленню методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових
електронних мікроскопів (РЕМ), що дозволяє підвищити точність оцінювання метрологічних характеристик
(МХ) при виконанні процедури калібрування РЕМ для забезпечення вимірювання лінійних розмірів в
нанометровому діапазоні, зокрема, в субдіапазоні від 10 nm до 100 nm. Запропоновано новий метод
калібрування РЕМ поетапним наближенням. Це дає можливість позбавитись суб’єктивної складової похибки
вимірювання при калібруванні РЕМ, підвищити точність оцінювання МХ РЕМ та реалізувати режим
автоматичного калібрування РЕМ. Розроблено узагальнену модель вимірювального сигналу отриманого на
РЕМ, складовими якої є вимірювальна, емпірична і ідеалізована, сумісний розгляд яких дозволяє отримати
точні оцінки МХ РЕМ та обчислити їх розширену невизначеність. Розроблено методику оцінювання
розширеної невизначеності результату оцінювання МХ РЕМ. Запропоновано використання швидкості
розповсюдження поверхневих акустичних хвиль при відтворенні довжини та розроблено стандартний



зразок для калібрування РЕМ в нанометровому діапазоні.

2. The study is dedicated to the improvement of methods and tools for calibration of measuring scanning electron
microscope (SEM), which can improve the accuracy of estimates of metrological characteristics (MCh) while SEM
calibration for measuring of linear dimensions in the nanorange, particularly in subrange from 10 nm to 100 nm.
New method of SEM staged calibration proposed. This makes it possible to exclude subjective component of
measurement uncertainty while SEM calibration, to improve the accuracy of SEM MCh estimates and to
implement an automatic SEM calibration. Proposed generalized model of measuring signal obtained using SEM,
part of which is the measurement, empirical and idealized models, mutual consideration of which allows to obtain
accurate estimates of SEM MCh and to calculate their extended uncertainty. The method of estimation of
extended uncertainty of SEM MCh estimates. Proposed usage of speed of propagation of surface acoustic waves
for reproduction of length. Developed standard sample to calibrate the SEM in nanometer range.
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